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MICROS Optics Priiftafel fiir Oberflachenfehler nach amerikanischen
Standards; Artikel 10207

Prifung der aufgebrachten photolithographischen Struktur
Prifmerkmal: Lange und Breite der Struktur bei kratzern. Durchmesser bei kreisformigen

Defekten.

1.Kratzer (Einheiten in mm)

Feld
5 10 20
Soll Ist Soll Ist Soll Ist
Breite Lange |Breite Lange |Breite Lange |Breite Lange |Breite Lange |Breite Lange
0,005 16 0,0050 16,0013 [0,01 16 0,0099 16,0009 |0,02 16 0,0200 16,0004
Feld
40 60 80
Soll Ist Soll Ist Soll Ist
Breite Lange |Breite Lange [Breite Lange |Breite Lange [Breite Lange |Breite Lange
0,04 16 0,0403 16,0004 (0,06 16 0,0602 16,0001/0,08 16 0,0799 15,9996
Feld
120
Soll Ist
Breite Lange |Breite Lange
0,12 16 0,1198 15,9993
2. Kreisformige Defekte (Einheiten in mm)
Feld
5 10 20 30 40 50
Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
0,05 0,0499(0,170 0,1002 (0,20 0,1998 (0,30 0,3000 |0.40 0,3999|050 0,4999
Feld
70 100
Soll Ist Soll Ist
@ @ @ @
0,70 0,7002{1,00  1,0000
4
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Tarsdorf, 11.01.2022 SIGN </ ...




